CARACTERIZACION DE TAMANO Y FORMA DE NANOMATERIALES

DESCRIPCION DEL CURSO

Este curso estara dedicado al estudio de la forma, tamafio y dimensiones relevantes de

nanomateriales por medio de técnicas derivadas de la interaccion de la radiacion
electromagnética y de electrones con la materia, principalmente. Se hara hincapié en los
fendmenos fisicos involucrados en cada técnica y la comparacion de las mismas.
Los contenidos minimos asociados son: interaccion de rayos-X y luz UV-Visible con la materia.
Interaccidn de electrones con la materia. Conceptos de espacio real y reciproco. Indicadores
de tamano, forma y distribucién de tamafo. Dispersién de rayos-X a bajo angulo (SAXS).
Difraccion de rayos-X (XRD). Dispersion de luz estatica (SLS). Dispersion de luz dinamica
(DLS). Microscopia electrénica de transmisién (TEM). Microscopia electronica de Barrido
(SEM). Microscopia de fuerza atomica (AFM).

También se estudiaran conceptos breves de analisis de seguimiento de nanoparticulas
(NTA), absorcién de rayos-X (XAS) y imageamento por difraccion coherente (CDI)

El curso esta planificado para dictarse en 9 semanas, tanto de forma presencial como
virtual (online). En las primeras 8 semanas se dictaran las clases (2 dias por semana, 3-4
horas por dia). En la novena semana, un dia sera dedicado a consultas pre-examen (3h) y
otro al examen (3h). De esta forma la extension del curso sera de 60 horas totales. Los
horarios de cursada, clase de consulta y examen se convendran con los alumnos interesados.
El examen, en principio, sera realizado bajo la modalidad de opciones multiples.

CRONOGRAMA GENERAL

Semana 1

Docentes: Agustin Picco, Lisandro Giovanetti, Marcelo Ceolin, Gabriel Lavorato
- Conceptos introductorios

- Conceptos basicos de 6ptica geométrica

Semana 2

Docentes: Alejandra Floridia, Gabriel Lavorato

- Interaccion de electrones con la materia

- Microscopia electronica de transmision 1° parte (TEM)

Semana 3

Docentes: Alejandra Floridia, Gabriel Lavorato

- Microscopia electrénica de transmision 2° parte
- Microscopia electrénica de barrido (SEM)

- Topico especial: Tomografia electrénica

Semana 4

Docentes: Alejandra Floridia, Gabriel Lavorato

- Microscopia electronica de barrido y transmision (STEM)

- Analisis de imagenes

- Topico especial: Dano por irradiacion en microscopia electronica (Julio Azcarate)

Semana 5
Docentes: Lisandro Giovanetti, Agustin Picco.
- Interaccién de rayos-X con la materia.



- Dispersion de rayos-X a bajo angulo (SAXS)
- Topico especial: Laboratorios de luz sincrotron (Mateus Cardoso)

Semana 6

Docentes: Marcelo Ceolin, Agustin Picco. Lisandro Giovanetti.

- Difraccion de rayos-X

- Interaccién de luz UV-Visible con la materia

- Topico especial: Imageamento por difraccion coherente (Aline Passos)

Semana 7

Docentes: Marcelo Ceolin, Agustin Picco, Lisandro Giovanetti.
- Dispersion de luz estatica (SLS)

- Dispersion de luz dinamica (DLS)

- Tépico especial: Absorcion de rayos-X (Martin Mizrahi)

Semana 8

Docentes: Catalina Von Bilderling.

- Microscopia de fuerza atdmica (AFM)

- Topico especial: Microscopias Opticas de super-resolucion

Semana 9
- Consultas pre-examen
- Examen
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